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Ivadas

Atlieckant gaminiy ar jy mazgy kontrolg¢ arba
reguliuojant technologini procesa dél techniniy ar
organizacinio pobiidzio priezasCiy kartais vietoj kiekybiniy
parametry matavimy tenka apsiriboti alternatyviais
pozymiais, — pateko ar nepateko matuojama parametro
vertt uz leistiny riby, nurodyty techningje
dokumentacijoje. AiSku, kad tokiu atveju sumazéja
priimamy sprendimy tikslumas arba padidéja matavimy,
reikalingy pagristiems sprendimams priimti, apimtis.
Siame darbe atkreipiamas démesys | tai, kad matavimy
apimtis ypa¢ rySkiai padidéja tada, kai techninéje
dokumentacijoje nurodytos leistinos ribos labai skiriasi
nuo nominaliy ver¢iy, kas buidinga Siuolaikinéms aukstos
technologijos imonéms. Matavimy informatyvumui
padidinti rekomenduojama dirbtinai nustatyti kontrolines
ribas, Zymiai grieZtesnes uZz nurodytas technologinéje
dokumentacijoje, ir naudoti jas pagristiems sprendimams
priimti.  Pasitlytos = rekomendacijos = naudingumas
iliustruojamas sprendziant konkrety gaminiy
iSleidziamosios atrankinés kontrolés uzdavinj.

Reikalingo imties tirio priklausomybé nuo
kontroliniy riby

Tarkime, kad gaminio (detalés, mazgo) kokybe
nusako parametry vektorius X =(X7,...,X;); gaminys
laikomas geru, jei X €¢G, ir blogu, jei X ¢ G . Paprastai
G nusakoma nurodant leistinas kiekvienos vektoriaus X
koordinatés ribas, t. y.

G={(x,...,x;)a; <x; <b;,i=12,....k} ;

gaminys laikomas blogu, jeigu nors viena vektoriaus X
koordinaté netenkina salygos a; <x; <b;, i=1,...,k.
Tarkime, kad atsitiktinio vektoriaus X skirstinys

priklauso nuo parametro 6 =6(¢f), apibidinancio
technologinio proceso svyravimg kintant laikui ¢
Sprendziant  produkcijos  kokybés  kontrolés  ar

technologinio proceso reguliavimo uzdavinius, reikia kuo
operatyviau nustatyti parametro @(f) nukrypimus nuo
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nominalios vertés 6, naudojant gaminiy parametry

matavimo duomenis. Tokie duomenys gali biti atsitiktinai
atrinkty n gaminiy parametry vektoriaus X matavimai
X;,X,,...,X,,. Taciau ne visada yra techninés
galimybés atlikti reguliarius parametry vektoriaus X
matavimus. Kartais tenka apsiriboti siauresne informacija.
Pavyzdziui, techninés galimybés leidzia nustatyti tik
skai¢iy ¥; (¢ia i=1,...,k ) tokiy gaminiy, kuriy vektoriaus
vietoj kiekybiniy pozymiy tenka apsiriboti alternatyviais
pozZymiais.

Suprantama, kad norint pastebéti tam tikra &
nuokrypi nuo nominalo 6§, su tuo paciu patikimumu,

X koordinaté X; netenkina salygos

naudojant alternatyvius poZymius reikés atlikti daugiau
gaminiy matavimy, negu naudojant kiekybinius pozymius,
t. y. iSvados bus gaunamos ne taip operatyviai. Ypac daug
gaminiy matavimy reikia atlikti tada, kai gaminiy, kuriy
parametras X; (Cia i =1,...,k ) nepatenka { leistinas ribas
(a;,b;), kad aukstos
technologijos  imonése, pavyzdziui, tokiose kaip
»Ekranas®, atskiro X parametro patekimo uz leistiny riby
tikimybé yra deSimtyju ar Simtyjy procento eilés.

Tokioje  situacijoje, jeigu tenka  apsiriboti
alternatyviais pozymiais, siiilome nustatyti salygines
leistinas (kontrolines) ribas, kurios biity Zymiai grieZtesnés
uzribas (a;,b;), kai i =1,..., k. Tada tikimybés patekti uz

yra mazai. Reikia pasakyti,

Siy riby bus didesnés ir matavimy skaicius, reikalingas
parametro 6(¢f) nukrypimui nuo nominalo pastebéti, bus
gerokai mazesnis.

Kad jsitikintume Sio pasiilymo pagristumu,
panagrinésime konkrety pavyzdi, i§ kurio matysime, kaip
reikalingas imties tiiris priklauso nuo 6(¢) nuokrypio nuo
nominalo dydZio, kontroliniy riby ir parinkto iSvady
patikimumo.

Tarkime, kad gaminio kokybg nusako vienmatis
normalusis parametras X, o technologinio proceso
svyravimg — atsitiktinio dydzio X vidurkio MLX kitimas:
(X16@) ~ N(G(t),az). Taip pat tarkim, kad dispersija

2 o . . - .
o” yra Zinoma, vidurkio nominali vert¢ yra 6,, o



parametro X leistina riba yra vienpusé¢; taigi gaminys yra
geras, jeigu X <b.

Sakykime, kad dél technologinio proceso pasikeitimo
atsitiktinio dydzio X vidurkis padidéjo nuo nominalios
vertés 6, iki vertés 6+ Ao . Kartu defektiniy gaminiy

)

2 :P{X>b90+Aa}:1—@(ﬂ—Aj. 2)
(o2

dalis padidéjo nuo vertés

(M

)
Po =P{X>b90}:1—®( 0
o

iki vertés (1 pav.)

T

1 pav. Parametro X skirstiniai

Hipotezg apie technologinio proceso pasikeitima
tikrinsime dviem budais: naudodami atsitiktinio dydzio X
matavimus X7, X,,...,X, arba naudodami skaiciy
gaminiy Y, kuriy parametro X matavimas pateko uZz
leistinos ribos b i§ N patikrintyjy.

Tikrinant hipotez¢ H:MX =6,
K:MX =6, + Ao pagal normalaus atsitiktinio dydZzio X

su alternatyva

imtj X,X,,..., X, , hipotez¢ H yra atmetama, kai galioja
nelygybé

M=

X0 5l
o i=1

Xi;

1
n

¢ia a — pirmosios riSies klaida, z, - standartinio

normalaus désnio o eilés kritiné verte.

Tarkim, antrosios rusies klaida lygi £ . Tada imties
tiris n, kurio reikia norint patikrinti H su alternatyva K ir
patikimumais (pirmos ir antros rasies klaidos) « ir £, yra

Naudojant alternatyvy pozymi Y, hipotezé apie
technologinio proceso pasikeitima faktiSkai suvedama |
hipotezés H: p = p, su alternatyva K: p = p; (zr. (1),(2)
lygtis) apie binominio désnio tikimybés p vert¢ tikrinima
remiantis a.d. Y ~ B(N, p). Hipotez¢ H priimame, kai

Za+2ﬂ

y ©)

Y <d . Gauname nelygybes:

PY<d|p=py}=22 CRpI1-p) ™" 21-a,
PY<d|p=p=Y Chp1-p)" " <p.

63

IS ju, taikydami normaliaja aproksimacija, gauname

[1]:

2
N> 2o+ Po(1- po) +Zﬂ\/1’1(1—171)
- P1—Po

“)

Jeigu klaidos « ir S vienodos, tai santykis
& =N/n priklauso ne nuo z, ir zg4, 0 nuo pokycio A ir

leistinos ribos b (nemazinant bendrumo, galima tarti, kad

o=1,6,=0):
)2
} ; ()

K‘IK‘(A,b)ZE:
n

A(\/Po(l— po) ++/p1(1-pp)
2(py - po)

¢ia py ir p, apibrézti (1) ir (2).

1 lenteléje pateikti skaiCiavimo rezultatai imant
a=£=0,05, 4=0,1; 0,2 0,3; b=0,5(0,5)3,5. Sios lentelés
antrame stulpelyje pateikti reikalingi im¢iy tiiriai » i§ (3),
atliekant kiekybinius matavimus; treciame stulpelyje —
leistinos ribos b; ketvirtame ir penktame stulpelivose —
tikimybés py ir p; i§ (1) ir (2), kai duoti b ir A4;
priespaskutiniame stulpelyje — reikalingas imties tiiris N,
taikant alternatyvyji poZymi (4); paskutiniame stulpelyje —
iméiy turiy santykis x = N/n i8 (5).

1 lentelé. Imciy tario santykis

N

A n b/o Do P K
0,5 0,30854 | 0,34458 1830 1,69
1,0 0,15866 | 0,18406 2377 2,19
1,5 0,06681 | 0,08076 3791 3,50
0,1 1083 2,0 0,02275{0,02872 7595 7,01
2,5 0,00621 | 0,00819 19491 17,99
3,0 0,00135]0,00187 | 64845 59,88
3,5 |0,00023|0,00034 | 280826 | 259,30
0,5 0,30854 | 0,38209 450 1,66
1,0 0,15866 | 0,21186 573 2,11
1,5 0,06681 | 0,09680 895 3,30
0,2 271 2,0 0,02275(0,03593 1751 6,46
2,5 0,00621 | 0,01072 4376 16,15
3,0 0,00135|0,00256 | 14163 52,26
3,5 |0,00023|0,00048 | 59628 | 220,03
0,5 0,30854 | 0,42074 197 1,63
1,0 |0,15866|0,24196| 246 2,03
1,5 0,06681 | 0,11507 376 3,12
03] 121 2,0 |0,02275|0,04457 719 5,94
2,5 0,00621 | 0,01390 1750 14,46
3,0 0,00135 {0,00347 5505 45,49
3,5 [0,00023|0,00069 | 22507 | 186,01

Matome, kad santykis x ypac staigiai padidéja tada,
kai riba b yra 3o cilés, t. y. tikimybé p, i§ (1) yra
desimtyju procento eilés, kas yra budinga Siuolaikinéms
aukstos technologijos imonéms. Sioje zonoje imties tiiris N
gali virSyti n apie 50-200 karty. Perskaiéiavus i laika, tai
reiksty, kad, jeigu atlickant kiekybinius matavimus
technologinio proceso pokyciui pastebéti pakakty, tarkime,
vienos dienos, tai, atliekant alternatyvius matavimus, tam
reikéty 2—7 ménesiy, kas praktiskai neturi prasmés.

Nustacius kontroling salyging priémimo riba, B<<b,
imties tlirio padidéjimas nebus toks didelis ir praktiskai
gali biiti visai priimtinas.



Panagrinésime, kaip pasitlytoji rekomendacija atsi-
spindi gaminiy atrankinéje isleidZziamojoje kontroléje.

Matematinis modelis

Nagrinésime tokia gamybos ir po jos einancios iSlei-
dziamosios atrankinés kontrolés schema [2]:
1 ] P
[ o | [_ax |

Po P

Q

2 pav. Atrankinés kontrolés schema

2 pav. G zymi gamybos operacijas, po kuriy gaminiai
sukomplektuojami | dydzio N partijas, kurios patenka {
atranking kontrolg AK. Tarkim, gaminio kokyb¢ nusako
parametry  vektorius X =(X,X,,...,X;); gaminys
laikomas geru, jei Xe(. Paprastai ¢ nusakoma nu-
rodant kiekvienos vektoriaus X koordinatés leistinas ribas,
t.y. Ge{(xy,...x;)a; <x; <b;;i=12,...,k}. Gaminys

laikomas  defektiniu, jei nors viena X koordinaté X;

salygos  a; < X; <b; (Cia i=12,...,k).
Nagrinédami visuma produkcijos po operacijos G, tarkime,
kad vektorius X yra atsitiktinis.Tada defektiniy gaminiy
dalis po operacijos G (vidutinis defektingumo lygis)

po =1-PiXeg}. (6)

Atrankinés kontrolés metu i$ gautos tiirio N partijos
atsitiktinai, be grazinimo yra atrenkama n gaminiy.
Tikrinant §iuos gaminius gaunami matavimo rezultatai 7}, .

netenkina

Priklausomai nuo 7,, vertés visa partija yra pripazjstama
gera arba bloga: jeigu 7, patenka | priémimo sritj G *, tai
partija pripazjstama gera, prieSingu atveju — bloga.

Geromis pripazinty partijy srauto dydi zymésime
P=P{T, €G*},oblogomis—Q=1-P.

Vidutinis produkcijos, kuri yra pripazinta gera,
defektingumo lygis p=1-P{XeG|T, € G*}.

1 pav. schemoje rodyklémis nurodyti srautai; vir§
rodykliy nurodytos srauty apimtys, o po rodyklémis —
vidutiniai ty srauty defektingumo lygiai. Atrankiné
kontrolé AK yra tuo geresné, kuo didesnis srautas P ir kuo
zemesnis defektingumo lygis p. Suprantama, kad P ir p
priklauso nuo statistikos 7,, ir nuo srities G * parinkimo.

Zinoma, kad imties tiris, reikalingas tam tikram tech-
nologinio proceso poky¢iui nustatyti parinktu patikimumu,
yra zymiai didesnis, kai vietoj vektoriaus X kiekybiniy
parametry matavimy atliekami alternatyvaus pozymio
(pateko ar nepateko a.v. X uZz srities G *) matavimai.

Kadangi atrankinés kontrolés metu faktiskai irgi
stengiamasi nustatyti technologinio proceso poky¢ius, t. y.
dazniau  brokuoti partijas, pagamintas iSsiderinus

technologiniam procesui, kai defektiniy gaminiy dalis yra
didesné, tai turi atsispindéti ir vertinant atrankinés
kontrolés efektyvuma. Tiksliau, esant tam pafiam srauto
dydziui P, vidutinis defektingumo lygis p turéty biuti
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gerokai mazesnis, kai statistikai 7, imame vektoriaus X
kiekybiniy matavimy rezultatus, negu tada, kai imame
alternatyvaus pozymio matavimo rezultatus.

Norint pagristi §i tvirtinima toliau nagrinéjamas kon-
kretus atvejis, kai a.v. X skirstinys yra normalus, o
technologinio proceso svyravimai veikia tik a.v. X vidurkj
MX.

Nagringjami trys atrankinés kontrolés variantai:

1) kai atlickami atsitiktinai parinkty » gaminiy para-
metry vektoriaus X kiekybiniai matavimai;

2) kai uzregistruojamas tik skaicius Y tokiy gaminiy
i§ n patikrinty, kuriy nors viena vektoriaus X koordinaté
netenkina salygos a; < X; <b;;i=12,....k;

Y;

3) tarpinis variantas, kai uZregistruojamas skaicius Y;
tokiy gaminiy i§ » tikrinamy, kuriy vektoriaus X
koordinaté¢ X; netenkina salygos ¢; < X; <d;;i=1,...,k;
¢ia (c;,d;) yra dirbtinai nustatytos kur kas grieztesnés
k.

Gamybos ir po jos einancios atrankinés kontrolés
funkcionavimag formalizuojame taip:

1. Generuojame parametro 6, apibiidinancio technolo-
ginj procesa, vertg, laikydami, kad 6 ~ Ny (u,B); u -

kontrolinés ribos, t. y. (¢;,d;) = (a;,b;),i=12,...,

vidurkiy vektorius, B — kovariaciné matrica.

2. Tarkime, kad per ta laika, kol pagaminama tiirio N
partija, parametras 6 nekinta; esant fiksuotam 6, gaminiy
partijos pagaminima traktuojame kaip a.v. X nepri-
klausomy  realizacijy  generavima, tardami, kad
(X|6)~ N,(0,X); vidutinis defektingumo lygis po
gamybos operacijos

Po=1-MgP{XeG|0}=1-® ([a,b]| u,X+B);(7)

¢ia @, ([a,b]| 1, X +B) — tikimybe, kad k-matis normalusis

vektorius su vidurkiy vektoriumi g ir kovariacine matrica
2+B patenka | intervala

[a,b]={(x,...x5)1a; <x; <bji=12,...,k}. ®)

3. Atrankinés kontrolés metu i§ partijos atsitiktinai,
be grazinimo atrenkame » gaminiy ir iSmatuojame
vektoriaus X vertes. Esant fiksuotam €, gaunama n
nepriklausomy vektoriaus X realizaciju X;,X5,...,X,,:

(X;10) ~ Ni(0,X),i =12,...,n. ©)]

Vidurkio @  pakankamoji statistika yra stebéty

realizacijy aritmetinis vidurkis

M=

X=1 (10)
n .

(X|6)~ N, (0.~ %),
j n

1

Norédami nuspresti, kurias X vertes reikia jtraukti |
priemimo srit{ G*, raskime p(X) partiju vidutini
defektingumo lygi, kai verté yra fiksuota:

p(X)=1-P{Xeg|X}. (11)

Norint rasti X salygini skirstinj, kai X fiksuotas,
reikia pazyméti, jog priimtos salygos yra ekvivalencios
tam, kad



X=0+e,
— _ (12)
X=0+e;

¢ia @,e,e yra nepriklausomi dydziai; e~ N, (0,X);

0~ Ne(LB); €~ Ny (0,-).
n

Taigi
X X+B B
il S VAR 1 K]
X P B —X+B
n
Naudodamiesi daugiamacio normalaus skirstinio
savybémis, gauname:
(X X) ~ Ni (u(X), 2y,
-1
y(i):ym[lzmj (X - p), (14)
n
| -1
X = E+B—B[—E+Bj B.
n
Taigi
P(X)=1-® ([a.b]| u(X).Z). (15)

Nattiralu geromis pripazinti tokias partijas, kuriy
p(X) yra kuo maZesnis, t. y. partijy priémimo sritis G *

turi tokj pavidala:
Gg*=G*(=1X:pX)<c}. (16)
Tokiy partijy aibés vidutinis defektingumo lygis
p=p.=1-PXeG|XeG*(c)} =
:1_M0P{X€§ ng (c)|9}. 17
MyP{X eG*(c)|0}
Matome, kad
X oy (0
(i] 0|~ Nox [ej o Lsll- (18)
n
Nagrinésime kitg atrankinés Kkontrolés varianta,

paremta alternatyvaus poZymio matavimais.

Tarkime, kad galime uZregistruoti tik skaiciy Y tokiy
gaminiy i§ »n patikrintyjy, kuriy parametry vektorius X
nepatenka | sritf G. Kai @ yra fiksuotas, a.d. Y turi

binominj skirstini (Y | 8) ~ B(n, q(0)), tai
4(0)=1-P(X G| 0} =1-®;([ab]|0.5).  (19)

Raskime partijy, kuriy Y verté yra fiksuota ir lygi m,
vidutini defektingumo lygi:

p'(m)=1-P{XegG|Y =m}=

_ My{lg@1" 190" | 6} .
My {[g@))"[1-q(@)1"" | 6}

(20
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Galima jrodyti, kad [3]

pPO)<p)<...<p'n). (21)
Taigi priémimo sritis gf turi tokj pavidala:
Gi =Gi(d)=1{Y:Y <d}. (22)

Tokiy partijy aibés vidutinis defektingumo lygis
P =p(d)=1-P{XeG|Y<m}=

IR AT O S LR
My {20 Crla(O1"[1- (0" |6}

Nagrinésime treciaji atrankinés kontrolés varianta.
Tarkime, kad galime uzregistruoti skai¢iy ¥; gaminiy
X

1

i§ n patikrintyjy, kuriy vektoriaus X i-toji koordinaté
nepateko { intervala (c;,d;), i=1,....k; ¢ia (¢;,d;) yra
dirbtinai nustatytos grieztesnés kontrolés ribos, t. y.
(cind;) = (a;,b;).

Norédami supaprastinti iraiskas, tarkime, kad a.v. 0
koordinatés yra nepriklausomos a.d., o av. X, kai 0
fiksuotas, koordinatés irgi yra nepriklausomos. Tiksliau,
tarkime, kad kovariacinés matricos B ir Z yra diagonalingés,

0 ju diagonaliniai elementai yra ,812, ,822,...,,3,3 ir
o-f,o-%,...,o-,%. Tada a.v. Y=(1],),,...,Y;) koordinatés
yra nepriklausomi binominiai dydziai

(Y;10) ~ B(n,q;(6)); ¢;(6)=1-P{¢; < X; <d; | 6;} =

=1-®([c;.d;116;,07), i

12,....k. 24)

Raskime partijy, kuriy vektoriaus Y verté yra fiksuota
ir lygi
(25)

m = (my,...,my),
vidutinj defektingumo lygi p"(my,...,my)
p'(my,...,mp)=1-P{XeG|Y]=my,...Y =my} =
k k
Mo {[1P;(@)HITC)" [q: (@) [1-4q;: (61"}
j= i=1

k
MH{H Crrzni [Qi(ei)]mi [1-4;(6; )]n_mf }

i=1

Sia p;(6;)=Pla; < X; <b;|6;} = ®(a;,b,1]6,,57).

-1- ;(26)

Todél priémimo sritis g; turéty biti tokio pavidalo:
G2 =Ga(0)={(1,Y2,....Y ) : p" (N, Yy, Yy ) <} (27)
Tokiy partiju aibés vidutinis defektingumo lygis
p'=p"(0)=1-PXegG|Yeg}=

_MyP{XeG Yeg, |6}
MyP{Y €6, | 6}

=1 (28)
Skaitinis pavyzdys

ISnagrinétiems trims atrankinés kontrolés variantams
palyginti panagrinékime skaitinj pavyzdj, atlik¢ supa-
prastinimus ir sumazing kintamuyjy skaiciy.



Tarkime, kad 4=10, kovariacinés matricos B ir £ yra 2 lentelés tesinys

diagonalinés, o dispersijos vienodos: Kontroliné riba d=2,19 Kontroliné riba di=1,84
2 2 402 2 o d p,” pi” d by’ P
of =..=op =L i =..= f; =025 m=...= 1 =0 30,0683 | 00119 6 | 0,0661 |00115
a =...=a;, =-3455, b =...=b; =3,455, n=50; nagri- 4 02221 0,0131 8 0,2928 | 0,0133
nésime du sugrieztinty kontroliniy ribu atvejus: > 0,4106 0,0143 10 0,5455 0,0150
) . 6 0,5765 0,0154 12 0,7302 0,0164
di==¢; =219, d;=—¢; =184 i=12,...k. 7 107033 | 00162 14 | 08464 | 0,0174
Vidutinis defektingumo lygis po gamybos operacijos 8 | 0,7946 0,0170 16 | 0,9150 0,0182
" 9 0,8585 0,0176 18 0,9541 0,0188
0
po =1-P{Xeg}=1- [(I)(Zb / \/g)—d)(— 2b/1/§)] ~0,02.(29) 10 0,9027 0,0180 20 0,9758 0,0192
o , , g , 11 |09331 |0,0184
Labiausiai defektingumo lygis sumazé¢ja tada, kai 12 | 0,9540 0,0187

matuojami kiekybiniai parametrai ir X =0 : . . . .
Tarkime, kad vidutinis defektingumo lygis p=0,0168
P(0) =1-®([a,b]| 1(0),X;) = 0,0062. (30)  yra priimtinas. Atliekant alternatyvy matavima, §is lygis
yra pasiekiamas, kai priémimo skai¢ius d=0 ir priimty par-
tiju dalis sudaro apie 40 % (atmesta apie 60 % partijuy).
Atliekant kiekybinius matavimus, toks lygmuo pasiekia-
o . mas, kai priimty partijy srauto dydis P yra apie 80 %, t. y.
lygiaip, p', pi, P2 - iSbrokuojama apie 20 % partiju (tris kartus maziau).
Matome, kad, esant tam paciam defektingumo lygiui ~ Nustatant salygines kontrolines ribas, tas pats lygis
p, srauto dydis P yra Zzymiai didesnis, kai atliekami  pasickiamas, kai priimty partijy srauto dydis yra apie 75 %

kiekybiniai matavimai, negu tuo atveju, kai naudojamas  (graZinama apie 25 %).
alternatyvus poZymis. Nustatg salygines kontrolines ribas, Pastaba. Trec¢iame variante skai¢iavimai atlikti imant
gauname tarpinius rezultatus. paprastesng staciakampio pavidalo sritj
G*={Y:Y; <d,i=1,...,k}, one optimalig sritj (7).

Skaiciavimo rezultatai pateikiami 2 lenteléje.
2 lentel¢je pateikiami geromis pripaZinty partijy
srautai P, P', A", P; ir vidutiniai §iy srauty defektingumo

2 lentelé. Srauto P priklausomybé nuo p
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0,017 | 0,4600 | 0,0135
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0,020 | 0,6219 | 0,0150
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J. Kruopis, A.Vaisvila. Kontrolé sugrieZtinant kontrolines ribas // Elektronika ir elektrotechnika. — Kaunas: Technologija, 2005.
—Nr. 1(57). — P. 62-66.

ISnagrinétas imties tirio, reikalingo pagristiems sprendimams priimti, padidéjimas vietoj kiekybiniy parametry matavimy imant
alternatyvius pozymius. Matavimy informatyvumui padidinti rekomenduojama dirbtinai nustatyti sugrieztintas kontrolines ribas.
Rekomendacija pritaikyta sprendziant gaminiy atrankinés iSleidziamosios kontrolés uzdavinj. Il. 2, bibl. 3 (lietuviy kalba; santraukos
lietuviy, angly ir rusy k.).

J. Kruopis, A.Vaisvila. The Control using More Rigid Control Limits // Electronics and Electrical Enginering. — Kaunas:
Technologija, 2005. — No. 1(57). - P. 62-66.

The increase of the sample size necessary for acceptance of the correct decisions at transition from quantitative measurements of
parameters to alternative attributes is investigated. The recommendation to introduce more rigid control limits for increase
infomativeness of measurements is given. The recommendation is applied in a task of the final sampling control of products. Ill. 2, bibl.
3 (in Lithuanian; summaries in Lithuanian, Russian, English).

0. Kpyonuc, A. BaiimBuia. KoHTpoas ¢ ucnosib3oBaHHeM 0oJiee KeCTKHMX KOHTPOJBHBIX rpaHull // DJIeKTPOHHKA H
ajekTpoTrexHuka. — Kaynac: Texnosorus, 2005. - Ne 1(57). - C. 62-66.

HccnenoBano yBenuueHue oObeMa BBIOOPKH, HEOOXOAMMOrO [Uisi MPHUHATHS OOOCHOBAaHHBIX PELICHHH IpPH Mepexoe OT
KOJIMYECTBEHHBIX M3MEPEeHUH MapaMeTpoB K ajJbTepPHATUBHBIM Npu3HakaM. JlaHa pekomenpauus o0 MCKYCCTBEHHOM BBEIEHHHU Ooiiee
JKECTKUX KOHTPOJIBHBIX TPAHMI] AJIS YBEIMYEHUS MH(GOPMATHBHOCTH M3MEpeHUH. PexoMmeHIalus NMpuMeEHeHa B 3a/1aue BBITYCKHOTO
BBIOOPOYHOTO KOHTPOJIst M3aenuit. M. 2, 6ub:. 3 (Ha TUTOBCKOM si3bIKe; pedepaThl Ha JINTOBCKOM, aHITIMHCKOM M PYCCKOM 513.).
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